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조 직 위 원 초대의 말씀 

 

 존경하는 회원 여러분, 안녕하십니까? 

□ Conference Chair  

   조창현 (삼성전자) 제3회 한국 테스트 학술대회가 오는 5월 17일에 양재동에 있

는 서울 교육 문화 회관에서 개최됩니다. 
 

□ Program Chair 
 

  강성호 (연세대) 
이번 학술대회의 주요 주제는 SOC 환경 하에서의 테스트이며, 

미래 전자산업의 주요한 역할을 수행할 SOC 환경의 테스팅과 

관련된 그 동안의 연구 성과를 발표하고 토론할 수 있는 충실

한 기회의 장이 될 것입니다. 

 Program Co-Chair 

  박은세 (베라테스트) 

 

□ Finance Chair 
 

  박성주(한양대) 

 Finance Co-chair 부디 여러 회원님들께서 참석하시어 우리 한국 테스트 협회의 

발전을 위해 충고와 격려를 아낌없이 해 주시기를 부탁드립니

다. 

  노정진(한양대) 

 

□ Publicity Chair 
  송오영(중앙대)  

 Publicity Co-chair 
이번 학술대회에서는 테스트 업체에서 초청한 초청강연과 엄

정한 심사를 거쳐 선정한 논문발표가 있을 예정입니다. 훌륭

한 논문을 완성하기 위해 애쓰신 저자분들의 노고에 깊이 감

사드리며 더불어 이번 학술대회를 통해 새로운 학문 동향 및 

연구결과를 접할 수 있는 좋은 기회가 되실 수 있기를 바랍니

다. 

  김규철(단국대) 

 

□ Local Arrangement Chair 
  최호용(충북대) 

 

□ Program Committee 
  김동욱(광운대) 

  김윤홍(상명대) 
 

  김태균(Advantest Korea) 
끝으로, 본 대회의 준비를 위하여 불철주야 수고해 주신 준비

위원님들과 조직위원 여러분들게 다시 한번 머리숙여 감사를 

드리오며, 또한 재정적, 정신적 지원을 해주신 많은 분들께도 

깊이 감사를 드리는 바입니다. 

  민형복(성균관대) 

  백국현(LG전자) 

  심규찬(㈜디자인플러스) 

  오찬현(Mentor Graphics) 

  오창주(Synopsys) 

  윤효섭(㈜한국신테스트) 
 

  이강현(조선대) 
여러 회원님들의 건승을 기원합니다.                                 이동호(경북대) 

  이재민(관동대) 감사합니다. 
  장종권(울산대) 

   장훈(숭실대) 

   정준모(서경대) 

  조상복(울산대)  
  조성택(Teradyne) 

한국 테스트 학술대회 대회장   천범익(삼성전자) 

  한석붕(경상대) 조 창 현 
  홍성제(포항공대) 



 

장 소 
시간 

금강 A홀 금강 B홀 

09:00 

∼ 
10:00 

등록 

10:00 

∼ 
10:20 

개회식 
& 기념품 증정 
(금강 A홀) 

10:20 

∼ 
11:00 

초청강연(1) 
천범익 박사(삼성전자) 
(금강 A홀) 

11:00 

∼ 
11:10 

 
휴식 

11:10 

∼ 
11:50 

초청강연(2) 
Dr. Kazuhiko Iijima (Davan Tech) 

(금강 A홀) 
11:50 

∼ 
12:10 

초청강연(3) 
조성택 부장(Teradyne) 
(금강 A홀) 

12:10 

∼ 
13:30 

 
점심 

13:30 

∼ 
14:30 

A 
테스트패턴 생성 
(금강 A홀) 

B 
Built-In Self-Test 
(금강 B홀) 

14:30 

∼ 
14:40 

 
휴식 

14:40 

∼ 
15:40 

C 
테스트 및 검증방법
Ⅰ(금강 A홀) 

D 
메모리 테스트 
(금강 B홀) 

15:40 

∼ 
15:50 

 
휴식 

15:50 

∼ 
16:50 

E 
SOC 테스트 
(금강 A홀) 

F 
테스트 및 검증방법
Ⅱ(금강 B홀) 

제3회 한국 테스트 학술대회 일정표 초청논문발표  

 

 

사회 : 박성주  

초청강연(1) : 천범익 박사(삼성전자) 

Test Trend and Issues for Deep Sub-Micron Devices 

 

초청강연(2) : Kazuhiko Iijima (Davan Tech) 

Test Cost Reduction achieved with Embedded Test 

 

초청강연(3) : 조성택 (Teradyne) 

High Speed/Resolution Converter Test Issue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



논문발표 안내 (구두논문) 논문발표 안내 (구두논문) 

5월 17일(금) 15:50~16:50(금강 A홀) 5월 17일(금) 13:30~14:30(금강 A홀) 

테스트패턴 생성 SOC TEST 

좌장 : 최호용, 천범익 좌장 : 박성주, 윤효섭 

  

[E-1] 온라인 테스트를 위한 시스템 모니터링 구조 [A-1] Extended Burst-mode 회로의 테스트 생성 

 ▶ 송동섭, 배상민, 김지혜, 강성호(연세대)  ▶ 오은정, 김수현, 이동익(광주과학기술원), 

[E-2] 계층적 SoC 테스트 접근을 위한 플래그 기반     최호용(충북대) 

 코아 연결 모듈의 설계 [A-2] CUT의 경로활성화 지정에 관한 연구 

 ▶ 송재훈, 김태형, 이현빈, 김태식, 박성주  ▶ 조형철, 이강현(조선대) 

  (한양대) [A-3] 테스팅 및 저전력을 고려한 최적화된 상태할당  

[E-3] Test Decompression for SOC testing Using a   기술 개발 

 Variable Length LFSR  ▶ 조상욱, 김미숙, 박성주(한양대) 

 ▶ 김홍식, 강성호(연세대)  

  

  

5월 17일(금) 14:40~15:40(금강 A홀)  

테스트 및 검증방법Ⅰ  

좌장 : 송오영, 조성택  

  

[C-1] Boundary Scan PCB에서의 Fault Modeling과   

 Fault Diagnosis 기법  

 ▶ 문권우, 송오영(중앙대)  

 [C-2] ATE Test Pattern을 이용한 IC Junction  

  Temperature Control 기술 연구 

 ▶ 유진오, 윤성준, 김윤기, 박계홍, 박헌덕  

  (삼성전자)  

 [C-3] Verilog PLI를 이용한 PDP 구동 논리회로 설계 

  검증 

 ▶ 박정훈, 김용남, 이동호(경북대)  

  

  

 

 



논문발표 안내 (구두논문) 논문발표 안내 (구두논문) 

5월 17일(금) 13:30~14:30(금강 B홀) 5월 17일(금) 15:50~16:50(금강 B홀) 

Built-In Self-Test(BIST) 테스트 및 검증방법Ⅱ 

좌장 : 조상복, 이강현 좌장 : 강성호, 김태균 

  

[B-1] 내장형 자체 테스트 패턴 생성을 위한 하드웨어  [F-1] 고속/고주파 대역 테스트 소켓의 개발 및 분석 

 오버헤드 축소  ▶ 박일찬, 김영재, 김영부, 신용구, 박헌덕 

 ▶ 김현돈, 신용승, 김용준, 강성호(연세대)   (삼성전자) 

[B-2] Logic BIST 적용을 위한 3-상 버스 드라이버  [F-2] 로드 보드 파워 라인에 대한 전기적 특성 해석 

 DFT  ▶ 김우섭, 김석기(고려대) 

 ▶ 강용석(LG전자), 송동섭, 강성호(연세대)   소병세, 조성범, 김창현(삼성전자) 

[B-3] 랜덤 패턴을 사용한 혼성신호 분석 방법 [F-3] 고속메모리 모듈 테스트의 환경 구성 

 ▶ 노정진, 안태준(한양대)  ▶ 안영만, 소진호, 소병세(삼성전자) 

  

  

  

5월 17일(금) 14:40~15:40(금강 B홀)  

메모리 테스트  

좌장 : 김규철, 소병세  

  

[D-1] A Neighborhood Bit-Line Sensitive   

 Faults Detection Algorithm For   

 Super High-Density Memories  

 ▶ 강동철, 박성진, 조상복(울산대)  

[D-2] Embeded DRAM BIST를 위한 테스트 설계  

 ▶ 김지호, 윤대한, 송오영(중앙대)  

[D-3] March C-에 바탕을 둔 이중 포트 메모리를   

 위한테스트 알고리즘   

 ▶ 김지혜, 배상민, 송동섭, 강성호(연세대)  

  

  

  

  

 



안 내 사 항 안 내 사 항 

Keynote Speakers  

[발표자 및 좌장 숙지사항]  

천범익 박사  

구두발표자 인하대학교 전자공학과 졸업 

독일 Karlsruhe University 전기전자 공학과 석사  ● 논문 발표자께서는 발표분야, 발표장소, 날짜, 시

간을 꼭 확인하여 주십시오. 독일 Bremen University 미세전자공학 연구소 근무 

독일 Bremen University 박사 

삼성전자 1997 ~ 현재  

삼성전자 System LSI 사업부 근무 

CAE Center 수석연구원 

 ● 구두발표는 Beam 프로젝트만 사용하여 발표를 합

니다. 

 ● 발표 10분전까지는 발표장에 입실해 주십시오. 

 ● 각 발표자의 발표시간은 20분입니다. (발표 15분, 

질의응답 5분)  

Dr. Kazuhiko Iijima  ● 두 번째 종소리가 나면 곧 발표를 종결지어 주십

시오. 1980: BS from University of Tokyo, on Design 

Automation algorithms and systems  

좌장 1982: MS from University of Tokyo, on Design 

Automation algorithms and systems  ● 담당 발표분야 및 시간, 발표장을 확인하여 주십

시오. 1982-1986: Research and teaching assistant in 

the faculty of engineering, University of Tokyo  ● 발표 10분전까지는 발표실에 입실해 주십시오. 

1986: Ph.D. from University of Tokyo, on 

automatic placement and routing algorithms 

 ● 발표자들이 모두 참석해 있는지 발표시간 전에 확

인하여 주십시오. 

1986-2000: Research and development, 

management positions in the Design Automation 

department  in the General Purpose Computer 

Division, Hitachi, Ltd., Tokyo, Japan 

 ● 각 발표자의 발표시간은 20분입니다. (발표 15분, 

질의응답 5분) 

 ● 시간을 알리는 종은 15분 경과시 한번, 20분 경과

시 두 번 울리십시오. 

Oct. 2000-    : Director of Technical Services, 

LogicVision, Inc. 

 ● 두 번째 종소리 후에는 발표를 종결지어 주십시오. 

 

 * 그 외 자세한 사항 또는 문의사항은 학술대회 홈페이

지(http://soc.yonsei.ac.kr/TEST)를 이용해 주시기 바랍

니다. 

조성택 부장 

1983.2 : 서울 대학교 전기 공학과 졸업. 

~1997  : 대우전자 반도체 사업부 근무. 

~2000.5 : 대우 ST 반도체 디자인 센터 근무. 

~현재  :  Teradyne Korea 

 

 

 

  

http://soc.yonsei.ac.kr/TEST


안 내 사 항 안 내 사 항 

  

참가 및 등록안내 행사장 안내 

 ■ 서울 양재동 교육문화 회관 

● 사전등록  

 

등록양식을 학술대회 홈페이지  

http://soc.yonsei.ac.kr/TEST/ 의 Registration  

procedure 에서 다운받아 사용하시기 바랍니다. 

  

2002년 5월 10일까지 등록 : 학생 1만원, 일반 3만원 

2002년 5월 10일이후 등록 : 학생 2만원, 일반 5만원 

등록비는 무통장 입금해 주시고(한빛은행 : 126-

774644-13-001 예금주 : 한국 테스트 협회), 

입금하신 후 입금표를 양식에 첨부하여  fax(02-313-

8053)로 보내시거나 scan 하여 

email(info@soc.yonsei.ac.kr)로 보내 주십시오. 

인테넷 뱅킹을 통해 입금하신 참가자께서는 

입금하신후 02-2123-2775 로 입금 사실을 통보해 

주시고 양식에 필요한 사항만 작성하여 제출해 

주십시오. 

 

 

 

 

 
● 참가비 입금 및 사전등록을 반드시 완료해 주시기 

바랍니다. 
 

 
 

 
● 논문 발표자는 등록비 면제입니다. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://soc.yonsei.ac.kr/TEST/
mailto:info@soc.yonsei.ac.kr


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design-for-Test 가 

더 이상 Soc 설계의 

걸림돌이 되어서는 

안되겠습니다. 

 

VeraTest 는 

테스트 설계는 물론 

RTL-to-Layout 까지의 

전체 과정에서 

Timing-Closure 및 

Signal Integrity 까지 

보장하는 

완벽한 One-Pass 설계 방식을 

곧 제시하겠습니다. 
 
 
 
 
 
 

㈜베라테스트 
Info@veratest.com 
www.veratest.com 

안 내 사 항 안 내 사 항 

  

  

  

 

 

 

 

mailto:Info@veratest.com
http://www.veratest.com/


안 내 사 항 안 내 사 항 

 

 

 

연세대학교 ASIC 설계공동연구소

http://asic.yonsei.ac.kr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  협찬 : VeraTest  

   Davan Tech  

   Teradyne 

   Advantest Korea 

   Synopsys 

   Mentor Graphics 

   ㈜한국신테스트  

  연세대학교 ASIC설계공동연구소 

 

System IC Testing  

Technology Group 

시스템 IC 테스트 연구회 

http://soc.yonsei.ac.kr/SystemIC/ 
 


